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Для более полного описания объектов требуется как визуальный, так и
тактильный канал восприятия. Современная оптическая и электронная микро-
скопии [1,2] являются источниками визуальной информации об исследуемом
объекте с нанометровым разрешением. Однако, данные получаются в виде
2D проекций, и такой необходимый геометрический параметр, как высота,
не всегда легко доступен. Геометрический профиль и 3D топографию объ-
ектов принято измерять с помощью профилометра [3] или атомно-силового
микроскопа (АСМ) [4]. В этих методах специальными зондами производит-
ся своеобразное ощупывание объекта. Особую важность при исследовании
нано- и микрообъектов представляют механические свойства (прочность, мо-
дуль упругости, пластичность и т.п.). Эти свойства интересны не только сами
по себе, но также, что важно, влияют и на измеряемый рельеф. Для опреде-
ления механических параметров материалов в макросостоянии применяются
хорошо отработанные традиционные методы: индентация, испытание на проч-
ность и разрыв и т.д. [5,6]. Для аналогичных исследований нанообъектов удоб-
но использовать АСМ, который, в принципе, позволяет точно контролировать
механические нагрузки от очень маленьких, 10−11 Н, до умеренных, 10−6 Н,
и обладает субмикронным пространственным разрешением для визуализации
изучаемых объектов. Но развитие точных АСМ методов исследования механи-
ческих свойств нанобъектов тормозят следующие факторы. Во-первых, форма
кончика стандартного АСМ зонда не калибрована по геометрии и размерам.
Во-вторых, существует проблема в определении жесткости чувствительного
элемента зонда. Наконец, отсутствуют точные алгоритмы измерений, учиты-
вающие особенности конструкции АСМ.

Доклад ознакомит с основными принципами работы АСМ, как прибора
тактильной диагностики. Также будут показаны варианты решений описанных
выше проблем адаптации АСМ для точных измерений механических и гео-
метрических свойств нанообъектов. Будут приведены примеры количествен-
ных АСМ исследований 1D структур (хризотиловые нанотрубки), 2D струк-
тур (ультратонкие пленки блок-сополимеров) и 3D структур (биологические
живые клетки).
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